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UnIVGrStat de IeS Asignatura 10216 - Fiabilidad de Sistemas
IllesBalears Electrénicos

Grupo Grupo 1, 3S
Guia docente Guia docente A
Idioma Castellano
I dentificacion dela asignatura
Asignatura 10216 - Fiabilidad de Sistemas Electronicos
Créditos 1.2 presenciales (30 horas) 3.8 no presenciales (95 horas) 5 totales (125
horas).
Grupo Grupo 1, 3S

Periodo deimparticion  Tercer semestre
Idiomadeimparticion  Castellano

Profesores

Horario de atencion al alumnado
Profesores

Horadeinicio Horadefin Dia Fechainicial Fechafinal Despacho

Eugenio Miguel Isern Riutort
eugeni.isern@uib.es

Miguel Jestis Roca Adrover
miquel .roca@uib.es

No hay sesiones definidas

No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulacion Caracter Curso Estudios

Master Universitario en Ingenieria Electronica Posgrado Posgrado

Contextualizacion

Ubicada en € semestre de Especiaizacion del Master, se trata de una asignatura con orientacion a la
investigacion.

Requisitos

Se trata de una asignatura muy descriptiva, el seguimiento de la cual no requiere de amplios conocimientos
en otra ramas de la electrénica. No obstante, a continuacion se comentaran los requisitos recomendables
para poder seguir con provecho las clases de la asignatura.

Recomendables

Paraseguir deformaprovechosalaasignaturaesrecomebable que el alumno tengaconocimientosbéasicosde:

* Electrénicadigital
* Disefio microelectrénico: fabricacion y disefio de circuitos integrados
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* Simulacion de circuitos el ectronicos con Spice

Competencias

Especificas

1. G1. Conocer la problemética del test de circuitos.

2. G2. Conocer las técnica de test mas ampliamente utilizadas.

3. G3. Vaorar laimportancia del test en el proceso global del disefio de un circuito integrado.

4. G4. Determinar la metodol ogia de test més adecuada a cada tipo de circuito.

5. G5. Uso de herramientas informéticas parala generacion y andlisis de test.

Genéricas

1. 1. Razonamiento critico: capacidad paraanalizar y vaorar diferentes alternativas.

2. 2. Solucion de problemas. capacidad para hallar 1as soluciones ptimas a problemas 'y proyectos
complejos.

. 3. Creatividad y innovacion; capacidad para crear e innovar productosy servicios.

. 4. Habilidad de adaptacién alarapida evolucion de las tecnologias el ectronicas y 1os mercados de las
TIC.

. 5. Escrita: habilidad en laredaccion de proyectos y documentacién técnica.

. 6. Oral: claridad y fluidez en la presentacion de resultados, productosy servicios, tanto en audiencias
especializadas como no especializadas.

7. 7. Conocimiento del softwarey las herramientas informéticas de ayuda ala generacion de la

documentacion y su presentacion.

AW

o Ol

Contenidos

Contenidos teméticos
Tema 1. Introduccién al test de circuitos integrados

* Conceptos generales

* Modelo defallos

* Test estructural clasico
* Test basado en defectos

Tema 2. Métodos estruturados de disefio para latestabilidad (DFT)

* Métodos ad-hoc de DFT
* Disefio Scan
* Celdas scan basicas
* Reglas de disefio scan
* Test de circuitos con scan
* Scan parcia

Tema 3. Test aleatorio

* Latencia, cobertura, y otras medidas de |a testabilidad
* Métodos de autotest aleatorio
* BIST: generacion con estructuras LFSR i CAR
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* Generacion de test aleatorio con probabilidades ponderadas
* Andlisis de firmas. problemade aliasing
* Andlisis de firmas con estructuras MISR

Tema 4. Esténdares en € disefio paralatestabilidad

* Motivacion de lanecesidad de un estéandar
* EL Boundary Scan: arquitecturay instrucciones
* Test utilizando Boundary Scan

Tema5. Test de circuitos integrados anal 6gicos y mixtos

M etodologia docente

* Test de funcionalidad y test estructural
* Test basado en oscilacion
* Test predictivo

Actividades de trabajo presencial

Modalidad

Nombre Tip. agr.

Descripcion

Clasestedricas

Clasesde Teoria  Grupo grande (G)

El profesor con la ayuda de presentaciones Power Point, transparencias, y
complementariamente con célculos y esquemas en la pizarra, desarrollara
las partes fundamentales de los contenidos tedricos del programa de la
asignatura. El alumno dispondra previamente a las sesiones de teoria, de
copia en papel de las presentaciones y transparencia. El alumno debera
completar dichas

transparencias con los comentarios, desarrollos, y célculos que €l profesor
realice en su exposicion de los contenidos.

Clasespréacticas  Clasesde Grupo Mediante e planteamiento y resolucion de problemas de test reales,
problemas mediano (M)  adecuadamente adaptados para su resolucién en clase, los alumnos
aprenderan a aplicar los conceptos tedricos desarrollados en las clases de
teoria

Clases de Précticas de Grupo Simulacion eléctrica de estructuras de test mediante el software HSPICE.

laboratorio Laboratorio mediano 2 (X)

Evaluacion Examen Grupo grande (G) Se realizara un examen escrito sobre los conceptos introducidos en las
clases de teoria. El examen contendra tambien problemas del mismo tipo
de los trabajados en las clases de problemas.

Otros Exposiciones de Grupo grande (G) Los alumnos expondran individualmente o en grupos de 2 o 3

temas de teoria

personas, un tema monografico propuesto por €l profesor. Dicho tema
podra corresponder a alguno de los apartados indicados en la seccion
de contenidos de la asignatura, o podra ser cualquier otro tema
complementario de la temética de |a asignatura. La exposicién se basara
en una presentacion Power Point realizada en clase, a cuya finalizacion
deberan contestar a las preguntas y comentarios de sus compafieros de
clase.

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad  Nombre Descripcion
Estudioy trabgjo  Estudio auténomo El alumno trabajara los conceptos desarrollados en las clases de teoria, mediante el
auténomo individual de lateoria estudio del material que selehabrafacilitado, adecuadamente complementado y anotado
individual por él en las clases de teoria.

Estudioy trabgjo Andlisisdeun trabajo de Los aumnos, individualmente o en grupos de 2, analizaran un trabajo de investigacion

auténomo test en el campo del test de circuitos integrados.

individua o en

grupo

Estudioy trabajo  Preparacion exposicion  Los alumnos preparardn un tema monogréfico propuesto por el profesor para su
auténomo tedrica exposicién en clases frente a sus compafieros y los prefesores. Dicho tema podra
individual o en corresponder a alguno de los apartados indicados en la seccion de contenidos de
grupo la asignatura, o podra ser cualquier otro tema complementario de la temética de la

asignatura. La exposicidn se basara en una presentacion Power Point.

Estudioy trabgjo  Resolucion auténomade El alumno, en grupos pequefios o individua mente, resolvera los problemas planteados

auténomo problemas y no resueltos en las clases de problemas, o en el material (enunciados de problemas)
individual o en facilitado por el profesor.
grupo

Estimacién del volumen detrabajo

M odalidad Nombre Horas ECTS %
Actividades de trabajo presencial 30 12 24
Clases tedricas Clases de Teoria 14 0.56 11.2
Clases précticas Clases de problemas 5 0.2 4
Clases de |aboratorio Précticas de Laboratorio 7 0.28 5.6
Evaluacion Examen 2 0.08 16
Otros Exposiciones de temas de teoria 2 0.08 16
Actividades detrabajo no presencial 95 38 76
Estudio y trabajo auténomo individual Estudio auténomo individual dela 35 14 28
teoria
Estudio y trabajo autonomo individual o engrupo  Andlisis de un trabajo de test 35 14 28
Estudio y trabajo autbnomo individual o en grupo  Preparacidn exposicién tedrica 15 0.6 12
Estudio y trabajo autébnomo individual o en grupo  Resolucién auténoma de problemas 10 0.4 8
Total 125 5 100

Al inicio del semestre estara a disposicion de los estudiantes el cronograma de la asignatura a traves de la
plataforma UIBdigital. Este cronogramaincluiraa menos las fechas en las que se realizaran las pruebas de
evaluacion continuay las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, € profesor o la profesorainformara
alos estudiantes si € plan de trabajo de la asignatura se realizard a través del cronograma o mediante otra
vig, incluidala plataforma Campus Extens.

Evaluacion del aprendizaje del estudiante
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L as actividades presenciales y no presencial es susceptibles de ser evaludas, se evaluarén de acuerdo con los
procedimientos y crierios que se exponen a continuacion.

Para aprobar la asighatura debe conseguirse como minimo un 30% de la nota maxima de cada una de las
actividades evaluables. La nota final serala media ponderada de |as notas de |as actividades. La asignatura
se aprobara s lanotafina ésigual o superior a5.0

El sistema de calificaciones se expresara mediante calificacion numérica de acuerdo con lo establecido en
el articulo 5 del RD 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por €l que se establece el
sistemaeuropeo de créditosy el sistemade calificaciones de lastitul aciones universitarias de caracter oficia
y validez en todo € territorio nacional .

Précticasde Laboratorio

Modalidad Clases de laboratorio
Técnica Otros procedimientos (No recuper able)
Descripcion Simulacion eléctrica de estructuras de test mediante el software HSPICE.

Criterios de evaluacion Laausenciaa 50% o mas de las actividades programadas supondra una nota de 0 sobre 10. La presenciaen
al menos un 50% de | as actividades programadas supondréa una nota de 10 sobre 10.

Porcentaje de lacdificacion final: 15% para el itinerario A

Examen

Modalidad Evaluacion

Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (No recuper able)

Descripcion Se realizard un examen escrito sobre los conceptos introducidos en las clases de teoria. El examen

contendra tambien problemas del mismo tipo de los trabajados en las clases de problemas.
Criterios de evaluacion  Claridad, correccidn y concrecion en las respuestas.

Porcentaje de la calificacion final: 30% para el itinerario A

Exposiciones de temas de teoria

Modalidad Otros
Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripcion L os alumnos expondran individualmente o en grupos de 2 o 3 personas, un tema monogréfico propuesto

por el profesor. Dicho tema podra corresponder a alguno de los apartados indicados en la seccion de
contenidos de la asignatura, o podra ser cualquier otro tema complementario de la temética de la asignatura.
Laexposicion se basaré en una presentacion Power Point realizada en clase, a cuya finalizacién deberan
contestar alas preguntasy comentarios de sus compafieros de clase.

Criterios de evaluacion Contenido de la exposicion. Claridad y concrecion en la exposicion. participacion en los comentarios y
preguntas en las exposiciones de los compafieros de clase.

Porcentaje de la calificacion final: 15% parad itinerario A
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Andlisisde un trabajo detest
Modalidad Estudio y trabajo auténomo individual o en grupo
Técnica Informes o memorias de préacticas (Recuper able)
Descripcion Los alumnos, individualmente o en grupos de 2, analizaran un trabajo de investigacion en el campo del test

de circuitos integrados.
Criterios de evaluacion  Claridad, correccidn y concrecion en el informe por escrito del trabajo analizado.

Porcentaje de la calificacion final: 30% parad itinerario A

Resolucion auténoma de problemas

Modalidad Estudio y trabajo auténomo individual o en grupo
Técnica Trabajosy proyectos (Recuperable)
Descripcion El alumno, en grupos pequefios o individualmente, resolveralos problemas planteados y no resueltos en las

clases de problemas, 0 en el material (enunciados de problemas) facilitado por el profesor.
Criterios de evaluacion  Correccion y claridad de la solucién de los problemas.

Porcentaje de la calificacion final: 10% parad itinerario A

Recur sos, bibliografiay documentacién complementaria
. ____________________________________________________________________________________________________________________________|]

Bibliografia basica

Bibliografia complementaria

PARKER, K.P., "The Boundary Scan Handbook", E. Kluwer Academic Publishers, 1992.
ABRAMOVICI, M., BREUER, M.A., FRIEDMAN, A.D., "Digital system testing and testable design"”,
Computer Science Press, 1990.

HUERTAS, JL (Editor) 'Test and design-for-testability in mixed-signal integrated circuits, Kluwer
Academic, 2004

BUSHNELL, M. L., AGRAWAL, V. D. 'Essentials of electronic testing for digital, memory, and mixed-
signal VLS circuits Boston : Kluwer Academic, 2000.

Otrosrecursos

* Transparencias de las clases de teoria
* Manual de HSPICE
* Hojas de problemas
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